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摘要(译)

本发明描述了一种显示器面板及其制造方法。在一个实施例中，显示器
衬底包括像素区域和非像素区域。子像素的阵列和对应的底部电极的阵
列在像素区域中。微型LED器件的阵列键合到底部电极的阵列。与微型
LED器件的阵列电接触的一个或多个顶部电极层被形成。在一个实施例
中，一对冗余微型LED器件键合到底部电极的阵列。在一个实施例中，
微型LED器件的阵列被成像以检测不规则部件。
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